'METROLOGEA CON-ENFOQUE EN LA NORMA IATF 15349:2016

N

OBJETIVO: TEMARIO:

Auditar el sistema de calidad bajo enfoque de 1. Beneficios de un SGC

proceso. 2. Transicién a IATF 16949:2016

DlRlGlDU A: 3. Principales cambios

. ) . . 4. ntex la organizacion
Ingenieros de Disefio, Calidad, Manufactura, Conte t0 de |a organizac
Procesos, Produccion, Servicio al Cliente y personal 4.1 Partes interesadas

interesado en las herramientas de calidad para la 5. Liderazgo

industria Automotriz. 6. Planificacién

6.1 Pensamiento basado en riesgo

DURACIUN . . 6.2 Mapa de procesos con enfoque IATF
8 horas - informacion general de cambios enfoque

a metrologia (meramente informati- vo). 16943:2016 | .
16 horas - informacién a profundidad de cambios 6.2.1 Planes de contingencia
enfoque a metrologia. 7. Apoyo

7.1 Planificacién, de la planta, las instalaciones y
los equipos

7.2 Ambiente para |la operacion de los procesos
-suplemento

7.3 Recursos de seguimiento y medicion

7.4 Competencia

7.5 Retencidn de los registros

7.6 Especificaciones de ingenieria

8. Operacion

8.1 Planificacion y control operacional

8.2 Confidencialidad

8.3 Revisidon de los requisitos para los productos y
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servicios

8.4 Factibilidad de la fabricaciéon por la
organizacion

8.5 Entradas para el disefio del producto
8.6 Caracteristicas especiales

8.7 Seguimiento

8.8 Validacion del disefio y desarrollo

8.9 Proceso de aprobacion del producto
8.10 Salidas del disefio y desarrollo

8.11 Cambios del disefio y desarrollo suplemento
8.12 Produccion y provision del servicio
8.13 Liberacion de los productos y servicios
8.14 control del producto no conforme

9. Evaluacion del desempeiio

9.1 Seguimiento y medicion de |los procesos
9.2 Identificacion de técnicas estadisticas
9.3 Auditoria al proceso de fabricacion

9.4 Auditoria del producto

9.5 Entradas de la revision por la direccién
suplemento

10. A prueba de error

10.1  Mejora continua suplemento.
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